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Biz Kimiz ?

» KAHVELab (Kandilli Algig, Hizlandiric: Ve Enstriimantasyon Laboratuary) Bogazici Universitesi Kandilli
Rasathanesi Kampiusiinde yer alan bir parcacik ve hizlandirici fizigi arastirma laboratuaridir.

» Ev sahibi Bogazici Universitesi disinda pek ¢ok kurumdan arastirmaciyla is birligi yapilmaktadir.
» Parcacik algiclari, keV ve MeV enerjilerinde elektron ve proton hizlandiricilarini yapilmaktir.

» Ayrica Cl

ARN'deki deneysel parcacik fizigi arastirmalarina katki saglanmaktadir.

» "Kendin tasarla ve uret" ana ilkesi

e KAHVELab’daki calismalarin bir 6zetini “KAHVELAB Algi¢c Hizlandirici ve
Enstrumantasyon Calismalari” posterimizde bulabilirsiniz.
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Birincil Elektronlar

X-ray Isinlan
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ikincil Elektronlar @

Geri Saciimig
Elektronlar @
Katodoliiminesans

Auger Elektronlar @

Sogurulan (Materyal) Akim (7)

/Y'ﬁklﬁ Parcaciklar

W Fotonlar

Gecebilen Elektronlar




Neden Elektron Mikroskobu ?

“Kendin tasarla ve Uiret” ilkesi dogrultusunda,
Kendi tretimimiz ve tasarimimiz olan DC elektron hizlandirici,
KAHVELab blinyesinde bulunan Foto Cogaltici Tup(FCT)’ler

ve KareBlokLab/Cronus igbirligi ile Giretilen 1si1ldaklar: kullanarak,

Elektron mikroskobu elde etmektir.



Neden Elektron Mikroskobu ?

Yerli Uretim Plastik Isildaklar,
TUBITAK Proje No: 122F271

DC Elektron Hizlandiric1 Diizenegi Philips PM1910 ve
Hamamatsu EJ974-13



Elektron Demet Kaynag!

»Elektron Demet Kaynag, “yiiksek enerjili” (keV)
elektron demeti kullanilan, is parcgasi uzerine 1s1 girdisi
sag8layarak farkli ve/veya ayni metallerin birbirlerine
kaynaklanmasi islemidir.

» Avantajlar: :

» Demet uzerinde yuksek hassasiyet
ve kontrol

» Asgari 1s1 yayinimi
» Yuksek enerjiler ile derinlik
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Lazeé:r Kaynagi TIG kaynagi Elektron Demet Kaynagi



Elektron Mikroskop Tasarimi

» "Kendin tasarla ve uret" ilkesi dahilinde,
» Hazir cihazlarin dogrudan tersine miihendisligi yerine kendi tasarimimizi kullanarak
» Elektron Mikroskobu uzerine temel deneyimler kazanmak hedeflendi.




Revizyon Sonrasi Sarim Direng¢ Degerleri
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Elektron Demeti ile Tarama Islemleri

» Elektron demetinin revizyon calismalarinin sonuc¢larini ve yonlendirici/odaklayici
miknatislarin limitlerinin gormek amaciyla elektron demetiyle tarama islemleri

yapimistir.
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Revizyon sonrasi 4 yon
miknatislarla cizilen cemberler

Mevcut odaklayici miknatislarin demet ¢api
limitler1 cer¢cevesinde Smm’lik mesafe Imm’ye
kadar dusurulebiliyor.



Algic ve Okuma Duzenegi

» Elektron Mikroskop sistemi i¢in:

» Foto Cogaltici Tup(FCT) ve
Isildak iceren Algic diizenegi.

» FCT sinyalini dijitale ¢ceviren
Okuma diizenegi.
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Vakum Kosullarinda Algi¢c Duzenegi

Atmosfer Kosullarinda sorunsuz ¢alisan algic dizenegi,
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Vakum odasinda PMT ve Devre arasi bosluk recine Silikon Kauguk Kaplanmis
goruntilenen desar] 1le kapama calismalari Okuma Devresi
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Baskilanan Foto Cogaltici Tup

-20keV Enerjili,
1.8A ile 1sitilan toryumlu tungsten filaman,
—1.85 KV Bias gerilimi altinda,
1mm c¢apli elektron demeti,
] Algic Dlizeneginin konumu disinda, 2

. S Algic Dij sinin Elekt
Algi¢c Duzeneginin Elektron Degl§lkllk YOK. Dgelﬁqet?izleeneaguttlfll a; 4;211
Demeti 1le yaptigi a1 90° : yapug
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Histogram 8 - Avg: 30.82, Avg (Excluding O and 1): 189.23 Histogram 6 - Avg: 24.02, Avg (Excluding O and 1): 149.60
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Matrix Visualization of Average values of each 100 count
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Gelecek Planlari

» Hedef Hareket Sistemi ile tutarlilik ve hassasiyet
arttirilicak, TEK bilgisayar

» UV isildak ile
» Isildak Uzerine Bias Gerilim uygulamasi ve Al Kaplama,

» Elektron Tabancasi ve/veya Odaklayici Miknatislarin
revizyonu ile daha ufak capli demet

» Algic Dizeneginin 6zellestirilmesi
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